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Society5.0 の実現に向けて，省資源かつ高密度な情報記録デバイスが求められている。この実現

には，レアメタルフリーかつ高い磁気異方性を示す磁性材料が有用であり，L10型 FeNi 合金[1]に

近年高い注目が集まっている。最近の研究により、パルスレーザー蒸着法（PLD）および分子線

エピタキシー法（MBE）による成膜が提案されてきた。また磁気異方性は組成および界面構造が

寄与することが予想される[2][3]。しかし PLD による成膜の組成依存性については未だ調査が行わ

れておらず、磁気異方性制御における課題の一つであった。その一因として、既存設備では精密

な組成制御が困難なことが挙げられる。そこで本研究ではオージェ電子分光に着目し，

CMA(Cylindrical Mirror Analyzer)を立ち上げ，in-situ にて薄膜試料の組成解析を試みた。 

本研究ではオージェ電子分光装置としてアルバックファイ社の10-155 Cylindrical-Auger Electron 

Optics とロックインアンプを使用した。測定試料は PLD を用いて FeNi 多層膜を蒸着した。FeNi

の磁気特性評価は超伝導量子干渉(SQUID)磁力計を用いて行った。また X 線回折(XRD)を用いて

結晶構造の評価を行った。 

Fig.1 に FeNi 多層膜で得られたオージェスペクトルを

示す。600 eV 近傍から 850 eV 近傍にかけて Fe と Ni の

オージェピークとして LMM ピークの微細構造が確認さ

れた[4]。また交互積層を行った FeNi 多層膜の組成比を見

積もったところ 53:47 であることが分かった。この結果 

は Fe と Ni の交互積層を行った膜構成と良い一致を示しており，CMAによる in-situの組成分析

が正常に実施できている事が分かる。構造解析および磁気特性の結果は当日議論する予定である。 
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Fig.1 Auger electron spectrum of FeNi 
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